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Ideea principala: Studiul metodelor exiastente de masurare a diametrului miezului microfirelor si a invelisului
lor in vederea identificarii dispozitivului si metodei optime pentru integrarea intr-o instalatie industriala de
producere a microfirelor.

Cuvinte cheie: Transparenta optica, linii de difractie, ansamblu de colimare.

La etapa actuala cele mai raspandite metode de masurare a diametrului microfirului sunt magnetice si
optice.
Metoda magnetica are la baza masurarea fortei coercitive. Avantajul metodei date este in integrarea
usoara in instalatiile de producere a microfirelor. Dezavantajele acestei metode sunt:
e Domeniu de masurare ngust (in dependentd de constructie ~[5-30]um).
e Nu poate estima grosimea invelisului din stica.
Metodele optice de masurare presupun masurarea in statica si/sau dinamica a diametrului. Metoda
staticd presupune utilizarea unui microscop si nu poate fi integrata nicidecum intr-un proces de productie.
O altd metoda de masurare care poate fi utilizata in procesul de productie este cea de difractie (Fig. 1).
Aceastd metoda oferd o precizie inaltd de masurare insa este dificil de integrat in procesul de producere a
microfrului.
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Figural Masurarea dimensiunilor mostrelor punctiforme prin
metoda difractiei

Dimensiunile geometrice ale mostrei conform metodei de difractie se calculeaza dupa formula:
d=A*m*D)/ym; (1)
unde:
A — lungimea de unda a luminii;
m — ordinul liniei de difractie;
D — distanta Intre mostra si planul imaginii de difractie;
ym — distanta intre centrul imaginii si linia de difractie de ordinul m;

Pentru a aplica metoda difractiei in instalatiile de producere a microfirelor sunt necesare:
e Sursd de lumina coerentd cu banda ingusta;
e Scanner al liniilor de difractie de rezolutie inalta si caracteristica spectrala ridicata.
e Sistem fiabil de fixare a mostrei in dispozitiv.
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Surse de lumina cu banda ingusta sunt accesibile pe piata, la fel si scanere a liniilor de difractie.
Metoda difractiei nu presupune masurarea in acelasi timp atat a miezului microfirului cat si a
invelisului din sticld, ea este orientata strict spre masurarea mostrelor opace.
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Figura 3 Transparenta sticlei Pvrex Figura 4 Dispozitiv de masrare a diametrului mirofirului

Dispozitivul care masoara parametrii geometrici ai microfirului prin metoda expusa este prezentat in
figura 4 unde:
1 - Microfir;, 2, 3 - Ansambluri de colimare cu s.l. rosie; 4 ,5 - Ansambluri de colimare cu
s.l.violeta; 6, 7 - Amplificatoare; 8 - Bloc de calcul.

O metoda alternativa care este in proces de dezvoltare este prin masurarea absorbtiei optice a miezlui
microfirului si a Tnvelisului din sticld. Aceastd metoda poate masura si grosimea invelisului din sticla,
deoarece stica are un coeficient de transparenta diferit in spectru vizibil fata de ultraviolet.
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Figura 5 Ansambluri de colimare UV

Figura 6 Pozitia obturatorului fata de microfir
(1 — microfir, 2,3 - obturatoare)
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Dispozitivul presupune masurarea atenudrii optice a microfirului pentru diferite unghiuri a ale axei
obturatorului din ansamblul de colimare fatd de microfir (fig. 6)la diferite lungimi de unda a emitatoarelor
optice. Pentru emitatoarele optice din spectru vizibil atenuarea fluxului optic va fi data preponderent de miezul
microfirului. In ansamblurile de colimare cu emititoare ultraviolete fluxul optic va fi atenuat atit de miezul
microfirului cat si de Invelisul din sticla. Deci la acelasi diametru al miezului microfirului, pentru un invelis
din sticla mai gros, atenuarea opticd in ansamblurile de colimare cu emitatoare ultraviolete va fi mai inalta.

Pentru dispozitiv a fost elaboratd schema electrica de masurare a semnalului util atenuat de catre
microfir (Fig.7) care este alcatuita din preamplificator si amplificator diferential.
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Concluzie

Dispozitivul dat este o solutie optimd pentru completarea instatiei de producere a microfirului cu
informatie primara despre calitatea si dimensiunea microfirului in timp real, fapt care permite automatizarea
procesului de producere a microfirului.
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